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1. はじめに

　現在，電子部品関連の高加速度の耐湿性試験として，標
準的に行われている PCT (Pressure Cooker Test)・HAST 
(Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test)が，
誕生して約 40年が経過した。これは，半導体の進化ととも
に開発された試験法の一つである。従来の市場環境に沿っ
た試験法に対して，加速性を重視した試験法である。現在
では，HD (High Density)タイプのMPU (Micro Processor Unit)
部品，携帯機器搭載部品，医療機器，液晶などのさまざま
な高信頼性が要求される機器部品に盛んに導入されている
が，当試験法が本当にリーズナブルかどうかは定かでは無
い。そこで，今回はHAST/PCTの歴史的背景を踏まえて，

現状抱えている課題と今後の展開について解説する。

2. HAST・PCTのリビュー

2.1	 規格制定の歴史

　湿熱環境に関する環境試験規格は，表 1に示すように，
非密閉系の半導体デバイスの誕生とともにスタートしてい
る 1)。試験条件は，封止樹脂材の熱的特性の向上とともに，
試験期間の短縮を図る目的で，より吸湿性を高めるために
水蒸気圧（絶対湿度）を増す方向に徐々にアップし，試験
温度 100°Cを超える高加圧水蒸気圧下での PCT・HASTへ
と変化した。
2.2	 耐湿性試験全般の特徴

　一般に行われている耐湿性試験の特徴を表 2に示す 2)。
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表 1.　PCT・HAST規格制定の歴史

西暦 個別半導体／半導体集積回路関連 プリント配線板関連欧　　　米 日　　　本
1963 MIL-STD-202/103 (40°C 90-95%RH)制定
1964 60°C-80°C/90%RH, etc.実施
1969 85°C/85%RH, PCT（RCA受入検査）
1974 米国 IECに対して 85°C/85%RH, PCT条件を提案
1977 JIS C 7021, 22制定 (85°C85%RH)
1979 EIAJ SD-121 PCT制定
1981 IEC-147-5A (85°C85%RH)制定
1985 EIAJ SD-121 不飽和加圧水蒸気圧試験制定

1991
IEC60749 不飽和加圧水蒸気圧試験制定
JESD22-A102 PCT制定

1992 EIAJ ED-4701 B-123 PCT参考規格
1994 IIEC60068-2-66 不飽和加圧水蒸気圧試験制定
1997 JESD22-A110 HAST制定 EIAJ ED-4701 B-123A PCT参考規格から削除（廃止）
2000 JIS 60068-2-66 不飽和加圧水蒸気圧試験制定
2002 JPCA-ET08不飽和加圧水蒸気圧試験制定

表 2.　湿熱試験の長所と短所
評　価　法 試験条件 再現性 加速性 槽内圧力 (MPa abs.) 特　　記

市
場
環
境

1 高温高湿
保存試験

40°C95%
65°C95% ◎ △ 0.007

～0.024
市場との故障モード再現性に優れているが加速性
に難あり

2 湿度サイクル
65°C95%
25°C90%

-10°C95%
○ × 0.024

0.003
MIL試験で有名であるが，加速性が劣るためあま
り用いられていない

3 THB試験 85°C85%
バイアス ◎ △ 0.049 標準試験として世界的に活用

ラ
ボ
環
境

4 PCT 121°C100% × ◎ 0.210 加速性は大であるが故障モード，再現性に難あり

5 HAST
（不飽和 PCBT）

130°C85%
バイアス ○ ◎ 0.230 THB試験をさらに加速するために用いられる


